高熵中心材料測試服務設備說明表
	儀器名稱
	中文：可擴充掃描穿隧顯微鏡之高解析原子力顯微鏡

	
	英文：Atomic force microscope & Scanning tunneling Microscope 
	簡稱
	AFM ＆ STM

	廠牌
	Bruker
	國別
	美國

	型號
	MultiMode8
	放置地點
	清華實驗室328室

	主要附件
	1. 主動式防震平台

2. 光學AFM探針載台
3. STM探針載台
4. 光學顯微鏡
5. 掃描探針控制器
6. 操作分析軟體

	重要規格
	1. AS-12VLR scanner :10μm x 10μm XY and 2.5μm Z range (vertical engage)

2. 探針：SCANASYST-AIR 

	服務項目
	材料表面三維微觀形貌掃描

	試片規格
	1. 一般試片直徑15 mm，厚度6 mm 以內

2. 表面起伏低於200 μm

	收費方式
	項    目
	學研單位
	業界廠商

	
	開 機 費
	4,500 元/3時
	6,000元/3時

	
	儀器使用費
	3,000元/3時
	4,000元/3時

	
	自行操作(不再收開機費)
	2,500元/3時
	不開放

	
	數據處理傳輸費
	375 元/ 次
	500 元/ 次


	
	備註：使用時間每時段以 3 小時計。

探針需自備（如無探針，探針費1000元/次 另計）

	設備照片
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	指導教授
	顏秀崗教授
	TEL
	(04)22840500#614
	E-MAIL
	skyen@dragon.nchu.edu.tw

	
	陳翰儀教授
	TEL
	(03)5715131#33849
	E-MAIL
	hanyi.chen@mx.nthu.edu.tw

	管理人員
	陳琮宜同學
	TEL
	(03)5715131#35362
	E-MAIL
	melody_8556@yahoo.com.tw

	委測需求
	請與管理人員接洽及預約


